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STEIGERUNG DER EMPFINDLICHKEIT PHOTOGRAPHISCHER

PLATTEN DURCH TIEFKUEHLUNG

In jeder Platten- oder Filmpackung finden wir den Ratschlag «Kiihl
aufbewahren», der von jedem Photographen, also erst recht auch von
Amateur-Astrophotographen beherzigt werden sollte. Versuche auf der
Flagstaff-Sternwarte (U.S. Naval Observatory) ergaben wesentliche
Vorteile bei der Verwendung gektihlter Platten, ndmlich :

1. Erhdhung der Grenzhelligkeiten bei der Verwendung von Feinkorn-
platten oder -filmen, also der Empfindlichkeit des Photomaterials
oder — was auf dasselbe hinauslduft — Kirzung der Belichtungszeit
auf ein Drittel der mit ungekiihlten Platten ndtigen Expositionszeit,

2. Reduktion des Rauschspiegels bei elektronischen Photometern bei

Verwendung von Feinkornmaterial,

3. Vermeidung von Fehlern, die sich bei der Messung von Schwirzun-
gen aus Abweichungen vom sogenannten Reziprozititsgesetz ergeben

kdnnten.

Auch der Amateur-Astronom, dem ja meist beschrénkte instrumentelle
Mittel zur Verfigung stehen, wird eine Erh8hung der Empfindlichkeit

des Aufnahmematerials nur begriissen.
E: L.
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